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Negativer einfluss von silicon auf schaltende Kontakte

6LOLFRQ�LVW�HLQ�:HUNVWRII��GHU�±�LQ�IHVWHU�RGHU�À�VVLJHU�)RUP�±�PLW�HLQHU�%DQGEUHLWH�KHUYRUUDJHQGHU�(LJHQVFKDIWHQ� 
DXVJHVWDWWHW�LVW�XQG�GDKHU�YLHOIDFK�9HUZHQGXQJ�¿QGHW��,Q�GHU�1lKH�YRQ�VFKDOWHQGHQ�.RQWDNWHQ�NDQQ�GLH�$QZH-
VHQKHLW�YRQ�6LOLFRQ�MHGRFK�VFKQHOO�]XU�*HIDKU�ZHUGHQ�

,QVEHVRQGHUH�QLHGHUPROHNXODUH�6LOLFRQH�EHVLW]HQ�HLQH�VWDUN�DXVJHSUlJWH�.ULHFKQHLJXQJ��GLH�GD]X�I�KUW��GDVV�
VHOEVW�ORNDO�HLQJHVHW]WH�VLOLFRQKDOWLJH�0DWHULDOLHQ�LP�/DXIH�GHU�=HLW�LKUH�8PJHEXQJ�ÄNRQWDPLQLHUHQ³��'D]X�UHLFKW�
X��8��VFKRQ�GDV�EHU�KPWH�Ä7U|SIFKHQ³�gO�

%HLP�(LQVDW]�YRQ�6LOLFRQ|O�RGHU�DXFK�YRQ�DXVJDVHQGHQ�6LOLFRQEDXWHLOHQ�LQ�GHU�8PJHEXQJ�HLQHV�VFKDOWHQGHQ�
.RQWDNWV�NDQQ�GHVVHQ�.RQWDNWV\VWHP�OHLFKW�GXUFK�QLHGHUPROHNXODUH�6LOLFRQYHUELQGXQJHQ�YHUVFKPXW]W�ZHUGHQ�
±�PLW�YHUKHHUHQGHQ�)ROJHQ�

reM-Aufnahme der stark  
verschmutzten Kontaktzone  
eines schaltenden Kontakts

Gefahrenquelle „Silicon“



Kennen auch sie das Problem verschmutzter Kontakte? 
wir helfen ihnen bei der Problemlösung.
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 Erhöhter Übergangswiderstand bei Kontakten in Polyamidgehäusen    (ĺ�Link)
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eDX-spektrum des harten 
Belags in der Kontaktzone  
des untersuchten Kontakts
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